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Pfcdkladana disertacni prace RNDr. Martina Ledinskeho je zamefena pfedevsim na
urceni podilu krystalicke faze ze spektra Ramanova rozptylu tenke mikrokry stall eke vrstvy,
ktera je zasadni pro rychlou charakterizaci aplikovatelnou ve fotovoltaickem prumyslu.
Vedeckou i praktickou hodnotu fesene problematiky pokladam za velmi vysokou, nebot'
krystalinita vrstvy je dulezitym faktorem, ktery v tenkovrstvem solarnim clanku ovlivnuje
zejmena napeti na prazdno a tim celkovou ucinnost fotovoltaicke pfemeny.

Prace se zabyva v souvislosti s vyhodnocenim krystalinity fesenim dvou hlavnich
problemu. Prvnim z nich je rozklad Ramanova spektra na amorfnv a mikrokrystalickou
slozku, druhym je vypocet pomeru diferencialnich ucinnych prufezu Ramanova rozptylu
amorfniho a mikrokryslalickeho kfemiku. Uziti faktorove analyzy kfescnv prvniho
z problemu povazuji za vclmi originalni, elegantni a ve svych dusledcich zasadni pro ureeni
poctu nezavislych komponent nutnych ke spravnemu rozkladu Ramanova spektra
mikrokrystalickeho kfemiku. Dukaz fyzikalni nekorektnosti obvykleho rozkladu na tfi
gaussovske pasy pokladam za vyznamny pfinos prace. Vypocet korekcniho faktoru
porovnanim integralnich intenzit amorthi a mikrokrystalicke faze ziskanych z Ramanova
spektra s krystalinitou vypoctenou z Al-'M topografie (zde bych duslcdneji uzivala cely termin
,?povrchovou krystalinitou") je proveden velmi podrobne a korektne pro vsech pet pouzitych
budicich vlnovych delek laseru. Za originalni pfistup k feseni problemu povazuji pfipravu
specialniho vzorku mikrokrystalickeho kfemiku s promennou krystalinitou mikrokrystalicke
vrstvy v zavislosli na poloze na vzorku uzitim permanentniho magnetu umisteneho behem
deposice pod podlozkou se vzorkem.

Moje vysoke hodnoceni odborne urovne pfedkladane prace usnadnuje fakt, ze vyse
uvedene vysledky prace byly publikovany v recenzovanych mezinarodnich casopisech (prvni
dve klicove prace). V dalsich tfech clancich tvofi mcfeni Ramanovy mikrospcktroskopie
jejich podstatnou cast. Velmi pozitivne hodnotim zaverecnou kapitolu venovanou vyuziti
rozvinute rnetody charakterizace mikrokrystalickych vrstev kfemiku pomoci spckter
Ramanova rozptylu k delailnimu popisu vzorku pfipravenych za podminek rychleho rustu a
navrh jednoducheho zpusobu eharakterizace kvality mikrokrystalicke vrstvy pomoci tzv. q
faktoru.

Prace ma velmi pekny pfehledny uvod venovany jak obecne fotovoltaice tak i
konkretne tenkym kfemikovym vrstvam. Popisu ex peri mental nich metod je vcnovana cela
tfeti kapitola, ktera je velmi srozumitelna a nazorna i pro nezasveceneho ctenafc. Pozornost je
venovana zejmena mikro-Ramanove spektroskopii a spektroskopii atomarnich sil. Velmi
srozumitelne je popsana i podstata faktorove analyzy. Klicovou kapitolou je kapitola ctvrta,
venovana vypoctu krystalinity ze spektra Ramanova rozptylu, kterou jsem jiz zhodnotila
vuvodu posudku. Nezastupitelna je pata kapitola venovana aplikacim Ramanovy
spektroskopie pro sledovani rychleho rustu a kvality mikrokrystalickeho kfemiku.

Vlastni prace ma velmi kvalitni grafickou upravu, pekne dleneni a je napsana
srozumitelnym a vystiznym jazykem. Uziva spravne terminologie zoWasti metodicke i
experimentalni Ramanovy speklroskopie, spravnych znacek velicin a jejich jednotek. Kladne
hodnotim tez velke mnozstvi citaci z pomerne nedavne doby, coz svedci o aktualnosti fesene
problematiky.



Studium pfedkladane discrtacni prace RNDr. Martina Ledinskeho bylo pro mne velmi
pffjemnym zazitkem, rozsifilo moje dosavadni zkusenosti s uzitim Ramanovy spektroskopic
na problematiku mikrokrystalickeho kfemiku a pfibl izi lo mi podstatu cele fady dalsich
experimentalnich metod spojcnych sjeho studicm. V souvislosti sjejim ctenim vzniklo i
nekolik nasledujicich dotazu, ktere nijak nesnizuji vysokou uroven pfedkladane prace, mohou
vsak vyvolat zajimavou diskusi behem jeji obhajoby:

Na strane 81 sc autor /minujc, zc pfi vypoctu faktoru kvality z pomeru absorpci u 1 a
1,4 eV je nutne venovat zvysenou pozornost interferenci ve vrstve. Jak to bylo konkretne
provadeno?

V praci byl odvozen korckcnf faktor pro urccni krystalinity vrstvy uzitim Ramanova
rozptylu pri excilaci 623,8 nm a 785 nm. Nikde v praci jsem nenasla porovnani vypoctene
krystalinity stejncho vzorku ziskane nezavisle uzitim techto dvou excitaci.

Jak byla konkretne provadena korekce na pfipadnou luminiscenci nebo rezonancni
Ramanuv rozptyl vzorku?

Pfedkladana prace proka/ujc pfcdpoklady autora k samostatne tvofive praci a splnuje
vsechny pozadavky kladene na disertacni praci. Doporucuji ji proto k obhajobe.
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